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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１８６６３《电子设备机械结构　公制系列和英制系列的试验》分为以下３个部分：

———第１部分：机柜、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求；

———第２部分：机柜和机架的地震试验；

———第３部分：机柜、机架和插箱的电磁屏蔽性能试验。

本部分为ＧＢ／Ｔ１８６６３的第３部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６１５８７３：２００６《电子设备机械结构　ＩＥＣ６０９１７和ＩＥＣ６０２９７的试验　第３部

分：机柜、机架和插箱的电磁屏蔽性能试验》（英文版）。

为便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

ａ）　“本标准”一词改为“本部分”；

ｂ）　删除了国际标准的前言；

ｃ）　小数点“，”改为“．”。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：北京四方继保自动化股份有限公司、国家电网南京自动化研究院、国电南京自动

化股份有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司。

本部分主要起草人：张开国、田蘅、张钰、吴蓓、邱华、殷宝剑、韩造林。
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电子设备机械结构

公制系列和英制系列的试验

第３部分：机柜、机架和插箱的

电磁屏蔽性能试验

１　范围

ＧＢ／Ｔ１８６６３的本部分规定了空的机柜和插箱在３０ＭＨｚ～２０００ＭＨｚ频率范围内的电磁屏蔽性

能试验，并为ＩＥＣ６０２９７和ＩＥＣ６０９１７系列机柜和插箱的屏蔽性能等级规定了所选用的衰减值。屏蔽

性能等级根据工业应用中典型领域的要求选择，并支持这种测量以达到电磁兼容性，但不能取代装有设

备的机壳最终的符合性试验。

本部分的目的是保证机柜和插箱的物理完整性和环境性能，考虑了不同应用中不同性能等级的需

要。它的意图是让用户在选择产品水平以满足其特定的需要时具有信心。本部分仅全部或部分地适用

于空机壳，例如符合ＩＥＣ６０２９７和ＩＥＣ６０９１７的机柜和插箱，而不适用于安装电子设备后的机壳。

本部分与ＩＥＣ６１０００５７紧密相关，但又特别关注机柜和插箱以及在所选择的频率范围内性能等

级的确定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１８６６３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＩＥＣ６０２９７（所有部分）　４８２．６ｍｍ（１９ｉｎ）系列机械结构尺寸

ＩＥＣ６０９１７（所有部分）　发展中的电子设备构体机械结构模数序列

ＩＥＣ６１０００４３：２００２　电磁兼容性（ＥＭＣ）　第４３部分：试验和测量技术　辐射、射频和电磁场的

抗扰度试验

ＩＥＣ６１０００５７：２００１　电磁兼容性（ＥＭＣ）　第５７部分：安装和调试指南　由机壳提供的抗电磁

骚扰防护等级（ＥＭ代码）

ＣＩＳＰＲ１６１（所有部分）　无线电骚扰和抗扰度测量仪器及方法规范

３　电磁屏蔽性能试验

３．１　机柜和插箱的电磁屏蔽性能试验

不同的屏蔽性能等级的获得取决于机柜或插箱的结构。尽管屏蔽性能的测量对于预测整个系统最

终性能的意义有限，然而一致性的测量技术对于保证任何可重复的测量是至关重要的。本部分的目的

是提供来自不同试验室之间的可比较的屏蔽性能试验结果（见ＩＥＣ６１０００４３：２００２）。此试验结果仅对

于由相同的尺寸和部件（例如可拆下的覆板、门等）确定的机柜和插箱有效。本部分宜用于设计变更的

评估。

３．２　试验条件

所有试验应在本部分所示插图的半电波暗室或全电波暗室内或者开阔试验场地进行。当采用半电

波暗室或开阔试验场地时，试验室应符合ＣＩＳＰＲ１６１中所描述的垂直位置和水平位置的衰减试验。开

阔试验场地或电波暗室的试验配置见图３～图８。
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